
図１（a）地上環境のソフトエラー率の見積もり手順、及び（b）様々な測定値を用いた地上環境のソフトエラー率の見積もり結果

　放射線が引き起こす半導体チップの保持情報の反転現象（シングルイベントアップセット; SEU）は、電子機器の一

時的な誤動作（ソフトエラー）の一因です。地上環境では宇宙から降り注ぐ中性子がSEUの主因であり、中性子は遮

蔽が困難なため、特に高い信頼性が必要な機器では地上のソフトエラー率（SERGND, 単位時間当たりのソフトエラー

数）の評価が不可欠です。SERGND評価には、地上に到達する中性子を再現可能な中性子源を利用することが一般的で

すが、このような中性子源は世界的に見ても数が少なく、高まるSERGND評価の需要を満たすには不十分な状況にあり

ます。そこで、任意の中性子源をSERGND評価に利用する手法を開発しました。本手法では、半導体チップのソフトエ

ラー発生確率（σ,中性子１個が半導体チップに入射したときにソフトエラーが発生する確率）の、中性子エネルギー

Enとソフトエラー発生に必要なノイズ電荷量Qfitに対する依存性σ( En , Qfit )をシミュレーションで求め（図1（a）-1）、任

意の中性子源で測定したソフトエラー率とシミュレーション値を比較してQfitを求めます（図1（a）-3）。Qfitが定まる

と、σ( En )と地上の中性子エネルギー分布φ( En )よりSERGNDを求めることができます（図1（a）-4）。

　本手法により、特殊な中性子源以外にも、国内外に数多くある中性子源でSERGND評価が可能となり（図1（b））、高

まる半導体ソフトエラー評価の需要に応えることができます。これにより、安心安全な超スマート社会の実現のため

に必要となる高信頼な半導体チップの設計やそれを用いた情報システムの高信頼化に貢献します。
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